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Odborna liroven prace:
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Slovni vyjadreni, komentare a pripominky vedouciho/oponenta:

Pfedlozena praceje zamerena na elipsometrickou studii polymeniich a kompozitnich vrstev
pfipravenych na KMF MFF UK metodou plazmove polymerace. Nove vlastnosti techto
nanostrokturo vanych materialu j sou zaj imave j ak z fundamentalniho, tak z aplikacniho hlediska, coz
podnecuje potfebu jejich pfesne charakterizace. Spektroskopicka elipsometrie je v predlozene praci
vhodne kombinovana s komplementarnimi charakterizacnimi metodami: AFM, XPS, WCA a QCM.

V teoreticke casti jsou polozeny zaklady spektroskopicke elipsometrie spolu s naznacenim principu
pouzitych komplementarnich charakterizacnfch metod. Strucne jsou zde take popsany opticke vlastnosti
plazmovych polymeru a korapozitu kov/polymer. Navazujici experimentalni cast informuje o metode
pripravy studovanych vzorku. Nejpodstatnejsi cast prace, venovana diskusi vysledku, postupne
predstavuje aplikaci elipsometrie pfi 1) urceni vlivu naklonu substratu umisteneho v plazmove trysce na
tlousfku a opticke vlastnosti deponovanych pp-C:H vrstev, 2) studiu bobtnani pp-nylonovych vrstev, 3)
urcovani drsnosti povrchu pp-PTFE vrstev a 4) studiu plneni kompozitnich vrstev Au/pp-PEO.

Predlozene postupy vyhodnoceni elipsometrickych spekter, jakoz i zavery vyslovene v jednotlivych
studovanych tematech, jsou z meho pohledu spravne. Upozornil bych pouze na limit pouziti EMA
aproximace pri modelovani drsnosti povrchu. Lateralni a vyskove rozmery nerovnosti rozhrani musi byt
podstatne mensi nez vlnova delka pouziteho svetla. Toto neni splneno napfiklad u vzorku ptfe36 s
hodnotou rnns parametru rovnou 129nm. V techto prfpadech je nutne pro popis interakce svetla s rozhranim
pouzit pokrocilejsi aproximace, jako napnklad Rayleigh-Riceovu teorii. Zaroven bych uvftal podrobnejsi
diskusi venovanou otazce homogenity studovanych struktur vzhledem k metode jejich pripravy. Zvlaste
u kompozitnich vrstev muze nerovnomerne rozmisteni Au klastru ve vrstve vyvolat jeji optickou
anizotropii.

Pfedlozena prace je napsana strucne a vystizne, presto v textu nelze prehlednout nekolik nepfesnosti a
chyb. Chybu jsem zaznamenal napfiklad v rovnicich 2.19, 2.27, 2.37 a 2.39. Odhaduji, ze vetsina techto
chyb vznikla pouze nepozornosti pri editaci textu a nijak se tedy neprojevily ve vysledcich a proslovenych
zaverech.

Pfipadne otazky pfi obhajobe a namety do diskuze;

1) Pozoroval jste v optickych spektrech kompozitnich vrstev Au/pp-PEO projev plazrnonu? Pripadne,
jaka byla jejich zavislost na phieni vrstev?

2) Byla spodm strana Si substratu leskla nebo matna? Jak se dana skutecnost projevi na modelove
struktufe vzorka pouzite pfi analyze elipsometrickych spekter?

3) Rovnice 2.29 pfimo vj'plyva z rovnice 2.28. Vysvetlete proc je ve jmemovateli pfed imaginarnim
clenem jednou kladne a jednou zaporne znamenko.

Praci
0 doporucuji
O nedoporucuji
uznat jako diplomovou.
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